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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne Semestr |
studidéw - semestr . .
studia niestacjonarne | Semestr |
Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE) Tak
Liczba punktéw ECTS 4
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia | laboratorium projekt inne
. . studia
Liczba g(t)dzm stacjonarne: 30 30
w semestrze ;
studia , 18 18
niestacjonarne:
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
WOL Ma pog{ebllona W|ed'ze w zakresie zaawansowanego AIR2 WO1
modelowania systemow. -
Ma pogtebiong i uporzgdkowang wiedze z zakresu
Wiedza WO02 |programowania i uzytkowania kart pomiarowych, w tym AiR2_WO07

réwniez zagadnien dotyczgcych przetwarzania danych.

Ma wiedze o trendach rozwojowych w zakresie

wos3 automatyki i robotyki.

AIR2_W10

Umiejetnosci

Potrafi zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ eksperyment z
U0l |wykorzystaniem komputerowych systemow AiR2_U09
pomiarowych.

Potrafi dokona¢ analizy i syntezy uktadu sterowania

U02 | wykorzystujac wtasciwe metody numeryczne i Srodowiska AiR2_U10
informatyczne.
Kompetencje Rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego
KO1 |doskonalenia, majgcego na celu podnoszenie AiR2_KO01
spoteczne

kompetencji zawodowych, osobistych i spotecznych.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma <
. . Tresci programowe

zajec
Systemy kontrolno-pomiarowe - podstawowe pojecia i definicje. Oprogramowanie w
systemach kontrolno-pomiarowych. Projektowanie urzgdzen wirtualnych — LabView.
Systemy akwizycji danych. Zarzgdzanie danymi - optymalizacja i monitorowanie.
Struktura systemu kontrolno-pomiarowego. Programowanie sterownikow RT.

wykiad Doktadnos¢ pomiaréw i dynamika systemoéw pomiarowych. Przetworniki cyfrowo-

analogowe i analogowo-cyfrowe. Karty pomiarowe i ich parametry. Czujniki i
przetworniki pomiarowe. Komputery w systemie kontrolno-pomiarowym. Rozproszone
przewodowe systemy kontrolno-pomiarowe. Komunikacja w systemach kontrolno-
pomiarowych. Modutowe systemy kontrolno-pomiarowe. Systemy kontrolno-pomiarowe
z bezprzewodowg transmisjg danych.

laboratorium

Konfiguracja kart i modutéw pomiarowych w LabView - MAX. Akwizycja danych
pomiarowych, zapis do pliku. Skalowanie toru pomiarowego. Budowa systemu
kontrolno-pomiarowego w  $rodowisku LabView. Sterowanie procesami z
wykorzystaniem systemoéw pomiarowych. Dobér nastaw regulatora PID metoda
autotuningu. Budowa systemu kontrolno-pomiarowego opartego na komputerowych
modutach akwizycji danych. Pomiar wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych.
Eliminacja zaktécen pomiarowych - filtracja sygnatéw. Analiza danych pomiarowych.
Budowa programu kontrolno-pomiarowego dla modelu symulacyjnego. Budowa
programu kontrolno-pomiarowego dla obiektu rzeczywistego.
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Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczyc X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
Wwo1 X
W02 X
WO03 X
uo1 X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

najmniej 50 % punktow.

Forma . . . . .
. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. Pozytywne zaliczenie koncowego egzaminu. Uzyskanie co
wyktad egzamin Yy goeg y

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Ocena korncowa
jest srednig arytmetyczng ocen czgstkowych.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta Jefkgos
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem WICILIPISIWICIL|P|S h
" | studiow 30 30 18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
< nauczyciela akademickiego 66 42 L
Liczba punktow ECTS, ktérg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,6 1,7 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 34 58 h
Liczba punktow ECTS, ktdra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 14 2,3 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
£ o charakterze praktycznym S0 S0 L

Politechnika Swigtokrzyska
Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
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Liczba punktow ECTS, ktdrg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o 2 2 ECTS
charakterze praktycznym

9 stltrg::])t(;zne obciagzenie praca 100 100 h
Punkty ECTS za modut
10. | 1 punkt ECTS od 25 do 30 godzin obcigzenia 4 ECTS
studenta
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